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Beschreibung 

Integrierte Schaltung mit einer Testschaltung 

Die Erfindung betrifft eine integrierte Schaltung mit einer 
Testschaltung, die uber einen Testanschluss aktivierbar ist. 

Integrierte Schaltungen werden liblicherweise wahrend und nach 
ihrer Herstellung getestet, bevor sie an den Kunden ausgelie- 
fert werden. Die integrierten Schaltungen werden getestet, 
indem sie uber dafur vorgesehene Testanschlusse an eine Tes- 
tereinrichtung angeschlossen werden und die Testereinrichtung 
gemaS einem vorgegebenen Testablauf Funktionen innerhalb der 
integrierten Schaltung aufruft. Nach dem Auslesen von Signa- 
len an Ausgangsanschlussen werden die Funktionen auf ihre 
korrekte Funktionsweise hin uberpruft. 

Die integrierten Schaltungen sind beim Testen uber die Test- 
anschlusse, die mit Testleitungen verbunden sind, mit der 
Testereinrichtung verbunden. Die Testleitungen stellen beim 
Testen ein Nadelohr dar, da uber sie Befehls- und Datensigna- 
le der integrierten Schaltung zugefiihrt werden und Ausgangs- 
signale von der integrierten Schaltung an die Testereinrich- 
tung ausgelesen werden. Urn die Testablauf e zu beschleunigen, 
sind haufig innerhalb der integrierten Schaltungen Testschal- 
tungen integriert . Die Test schaltungen konnen durch ein Test- 
signal aktiviert werden, so dass die interne Testschaltung 
eine Testfunktion ausfuhrt, die im Wesentlichen innerhalb der 
integrierten Schaltung ohne aufiere Steuerung ausgefuhrt wird. 
Lediglich das Ergebnis der Testfunktion bzw. ob das Ergebnis 
einen Fehler aufweist oder nicht, wird der Testereinrichtung 
mitgeteilt. Dadurch lasst sich die Menge der zu ubertragenden 
Daten zwischen der integrierten Schaltung und der Testerein- 
richtung drastisch reduzieren. 

Die Funktionen von integrierten Schaltungen benotigen haufig 
weitere intern generierte Spannungen. Diese intern generier- 
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ten Spannungen werden beispielsweise durch Spannungsteiler , 
Ladungspumpen oder ahnliches generiert. Beim Testen der in- 
tegrierten Schaltung durch die interne Testschaltung werden 
haufig mehrere, meist voneinander unabhangige Funktionen in- 
nerhalb der integrierten Schaltung gleichzeitig ausgefuhrt. 
Diese voneinander unabhangigen Funktionen konnen intern gene- 
rierte Spannungen benotigen. Dadurch, dass die Funktionen zum 
Testen im Wesentlichen soweit moglich parallel ausgefuhrt 
werden, ist der Strombedarf aus den internen Spannungsquellen 
hoher als im Normalbetrieb. Das MaS der Parallelitat beim 
Testen der integrierten Schaltung durch die Testschaltung ist 
daher durch die Leistungsauf nahme der einzelnen Schaltungs- 
teile hinsichtlich der internen Spannungsquellen begrenzt, da 
uber die fur den Normalbetrieb der integrierten Schaltung zur 
Verfiigung gestellten internen Spannungsquellen nur eine be- 
stimmte Strommenge geliefert werden kann. Somit muss die 
Testfunktion, die durch die Testschaltung ausgefuhrt wird, so 
gestaltet sein, dass das Testen der Schaltungsteile der in- 
tegrierten Schaltung nicht dazu ftihrt, dass der Strom aus ei- 
ner internen Spannungs quelle einen bestimmten Maximalwert u- 
bersteigt. Dadurch wird der Testvorgang verlangert, da weni- 
ger Schaltungsteile gleichzeitig getestet werden konnen. 

Nach dem Testen der integrierten Schaltung werden die Span- 
nungswerte von internen Spannungsquellen auf den gewunschten 
Wert eingestellt. Beim Testen liegen die internen Spannungen 
nur unkalibriert vor, d. h. die Spannungen sind noch nicht 
auf einen exakten Spannungswert eingestellt. Das Einstellen 
der Spannungen der internen Spannungsquelle erfolgt liblicher- 
weise nach Abschluss des Testverf ahrens durch Schreiben von 
Einstellungswerten in einen permanenten Speicher, z. B. in 
elektrische Fuses oder durch Durchtrennen von Leiterbahnen, 
den sogenannten Laser fuses, durch einen nachf olgenden La- 
sertrimming-Prozess . Solange die intern generierten Spannun- 
gen nicht exakt den vorgeschriebenen Wert aufweisen, bleibt 
das Testen der Funktionen ungenau und fuhrt unter Umstanden 
zu fehlerhaften Testergebnissen. 
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Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine verbesserte 
integrierte Schaltung zu schaffen, mit der das Testen einer 
integrierten Schaltung genauer und schneller durchgefuhrt 
5 werden karm. 

Diese Aufgabe wird durch die integrierte Schaltung nach An- 
spruch 1, das Testsystem nach Anspruch 5 und das Verfahren 
nach Anspruch 6 gelost. 

10 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in 
den abhangigen Anspriichen angegeben. 

GemaS einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist eine 
15 integrierte Schaltung mit einer Testschaltung und einem Test- 
anschluss vorgesehen. Die Testschaltung ist uber ein an dem 
Testanschluss anlegbares Testsignal aktivierbar, urn eine in- 
terne Testfunktion zu starten. Weiterhin ist eine Schaltein- 
richtung vorgesehen, urn nach dem Aktivieren der Testschaltung 
20 iiber den Testanschluss den Testanschluss mit einer internen 
Spannungsleitung zu verbinden, urn einen aufgrund der ausge- 
fuhrten Testfunktionen benotigten Strombedarf zu versorgen. 

Integrierte Schaltungen weisen in der Regel eine Reihe von 
(^25 internen Spannungsgeneratoren auf , uber die interne Spannun- 
gen fur den normalen Betrieb der integrierten Schaltung gene- 
riert werden. Die Stromauf nahme aus den internen Spannungsge- 
neratoren der integrierten Schaltung ist beim Testen jedoch 
erhoht, insbesondere beim gleichzeitigen Testen mehrerer 
3 0 Schaltungsteile innerhalb der integrierten Schaltung. Das 

gleichzeitige Testen mehrerer Schaltungsteile kann dazu fuh- 
ren, dass die Stromlief erf ahigkeit der internen Spannungsge- 
neratoren der integrierten Schaltung uberschritten wird, so 
dass die Parallelitat des Testens von Schaltungsteilen inner- 
35 halb der integrierten Schaltung dadurch begrenzt ist. Da in 
der Regel keine zusatzlichen externen Anschliisse zum Anlegen 
weiterer Spannungen zur Verfugung stehen, ist es daher nach 
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dem Stand der Technik notwendig, die ausgefuhrten Testfunkti- 
onen der integrierten Schaltung so nacheinander ablaufen zu 
lassen, dass ein Maximal strom aus den internen Spannungsgene- 
ratoren nicht uberschritten wird. Dies verzogert den Testab- 
5 lauf erheblich. 

Erf indungsgemaS ist nun vorgesehen, eine integrierte Schal- 
tung zu schaffen, bei der eine interne Spannungsquelle durch 
eine externe angelegte Spannung unterstiitzt oder ersetzt wer- 

10 den kann. Dazu ist eine Schalteinrichtung vorgesehen, die mit 
einem Testanschluss verbunden ist und die es ermoglicht, den 
Testanschluss mit einer Testschaltung zum Aktivieren der 
Testfunktion oder mit einer internen Versorgungsleitung zu 
verbinden. Die Schalteinrichtung dient also dazu, mithilfe 

15 eines Testsignals die Testschaltung zu aktivieren und an- 

schlieBend durch Schalten der Schalteinrichtung den Testan- 
schluss mit einer internen Spannungsleitung zu verbinden. 

Auf diese Weise kann in einem Testsystem mit einer Testein- 
20 richtung, die mit der zu testenden integrierten Schaltung li- 
ber eine Testleitung verbunden ist, eine Testschaltung in der 
integrierten Schaltung aktiviert werden, indem ein Testsignal 
angelegt wird. Nachdem durch das Anlegen des Testsignals die 
Testfunktion gestartet ist, legt die Testeinrichtung eine 
1^25 Strom- bzw. Spannungsquelle liber die Testleitung an die in- 
~ tegrierte Schaltung an, in der nach Starten der Testfunktion 
der Testanschluss mit einer internen Spannungsleitung verbun- 
den ist. liber die Strom- /Spannungsquelle der Testeinrichtung 
ist es moglich, einen zusatzlichen Strombedarf auf der inter- 
3 0 nen Spannungsleitung innerhalb der integrierten Schaltung 
wahrend des Durchfuhrens des Testvorgangs zu decken. 

Ein weiterer Vorteil der erf indungsgemafien integrierten 
Schaltung besteht darin, dass beim Testen eine intern gene- 
35 rierte Spannung extern vorgegeben werden kann. Die externe 
Spannung ist genau auf einen bestimmten Spannungswert ein- 
stellbar. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn die 
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interne Spannungsquelle noch nicht nach Abschluss des Test- 
verfahrens in einem Justiervorgang auf einen optimalen Span- 
nungswert eingestellt worden ist. In diesem Fall liegt wah- 
rend des Testvorgang die interne Spannungsquelle auf einen 
5 noch nicht justierten Spannungswert , so dass das Ergebnis des 
Testvorgangs ungenau bzw. verfalscht ist. 

Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Schalteinrichtung so 
angesteuert wird, urn nach dem Aktivieren der Testschaltung 
10 den Testanschluss von der Testschaltung zu trennen. Auf diese 
Weise ist sichergestellt , dass Spannungsschwankungen am Test- 
anschluss keinen Einfluss auf die Ausfiihrung der Testfunktion 
innerhalb der Testschaltung haben. 

15 GemaS einer bevorzugten Ausfuhrungsf orm ist vorgesehen, dass 
die integrierte Schaltung ein Speicherelement aufweist, in 
dem eine Aktivierungsinf ormation abhangig von dem Anlegen des 
Testsignals gespeichert werden kann. D.h. sobald das Testsig- 
nal uber den Testanschluss empfangen worden ist, wird die Ak- 

20 tivierungsinf ormation in dem Speicherelement gespeichert. Das 
Speicherelement ist mit der Schalteinrichtung so gekoppelt, 
urn die Schalteinrichtung bei Speichern der Aktivierungsinf or- 
mation zu schalten, so dass die interne Versorgungsleitung 
nach Anlegen des Testsignals mit dem Testanschluss verbunden 
j^25 wird. 

GemaS einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung ist 
ein Verfahren zum Aktivieren einer Testfunktion in einer in- 
tegrierten Schaltung vorgesehen. Dazu wird ein Testsignal an 

3 0 einen Testanschluss angelegt, um durch das Testsignal eine 
Testfunktion in der integrierten Schaltung zu starten. Nach 
dem Anlegen des Testsignals an den Testanschluss wird ein ex- 
terner Strom oder eine externe Spannung angelegt, um fur den 
Ablauf der durch das Testsignal aktivierten Testf unktionen 

35 eine Stromversorgung bereitzustellen. 
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Eine bevorzugte Ausfuhrungsform der Erfindung wird im Folgen- 
den anhand der beigefiigten Zeichnungen naher erlautert. Es 
zeigen : 

Figur 1 eine integrierte Schaltung mit einem Testanschluss 
gema& einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung; und 

Figur 2 eine mogliche Ausfuhrungsform fur eine Schalteinrich- 
tung, die in der erf indungsgemafien integrierten Schaltung 
verwendbar i s t . 

In Figur 1 ist eine bevorzugte Ausfuhrungsform der erfin- 
dungsgemaSen integrierten Schaltung dargestellt. Die integ- 
rierte Schaltung 1 umfasst eine Nutzschaltung 2, in der die 
anwendungsbezogenen Nutzf unktionen der integrierten Schaltung 
realisiert sind. Die integrierte Schaltung 1 weist weiterhin 
eine Testschaltung 3 auf, die uber Steuerleitungen 4 mit der 
Nutzschaltung 2 verbunden ist, urn die Nutzschaltung 2 gemaS 
einem vorgegebenen, in der Testschaltung 3 implemen tier ten 
Testablauf zu testen. 

Uber einen Versorgungsspannungsanschluss 5 sind sowohl Test- 
schaltung 3 als auch Nutzschaltung 2 mit einer Versorgungs- 
spannung verbunden. 

Die Nutzschaltung weist weiterhin eine interne Spannungsquel- 
le 17 auf, um intern generierte Spannungen der Nutzschaltung 

2 zur Verfugung zu stellen. Die intern generierten Spannungen 
konnen grower oder kleiner als die zur Verfugung gestellte 
Versorgungsspannung sein. Die interne Spannungsquelle 17 kann 
eine Ladungspumpe zum Erzeugen einer hoheren internen Span- 
nung oder einen Spannungsteiler aufweisen, um aus der Versor- 
gungsspannung eine interne Spannung zu generierten. 

Uber einen Datenanschluss 6, der sowohl mit der Testschaltung 

3 als auch mit der Nutzschaltung 2 verbunden ist, konnen Da- 
ten an die Testschaltung 3 bzw. an die Nutzschaltung 2 liber- 
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tragen werden. Die Daten konnen einerseits dazu verwendet 
werden, den Testablauf innerhalb der Testschaltung 3 zu steu- 
ern, und andererseits im Normalbetrieb Daten der Nutzschal- 
tung 2 zur Verfugung zu stellen bzw. der Nutzschaltung 2 die 
5 MQglichkeit zu geben, Daten auszugeben. 

Die Testschaltung 3 ist weiterhin uber einen Testanschluss 7 
ansteuerbar. Der Testanschluss 7 dient dazu, ein Testsignal 
zu empfangen, wodurch die Testschaltung 3 aktiviert wird. 

10 Beim Aktivieren der Testschaltung wird ein in der Testschal- 
tung 3 implementierter Testablauf gestartet, der gemaS einem 
vorgegebenen Testverf ahren die Funktionen der Nutzschaltung 2 
W s testet. Der Testanschluss 7 wird bei Schaltungen gemaS dem 

Stand der Technik nicht weiter verwendet, nachdem der Testab- 

15 lauf gestartet worden ist. Haufig kommt es vor, dass der 

Testanschluss einem spateren Benutzer der integrierten Schal- 
tung nicht zur Verfugung steht, da der Testanschluss bei ei- 
nem nachfolgenden Einhausen nicht mit einem Anschlusspin des 
Gehauses verbunden wird. 

20 

Je nach ausgefiihrter Testfunktion in der Testschaltung 3, 
insbesondere bei parallelen Testf unktionen, kann es sein, 
dass ein erhohter Strombedarf aus der internen Spannungsquel- 
le 12 besteht. Unter Umstanden kann dieser Strombedarf nicht 
^25 durch die vorhandene interne Spannungsquelle 17 gedeckt wer- 
den. In diesem Fall musste bei herkommlichen integrierten 
Schaltungen eine zusatzliche Stromversorgung uber einen wei- 
teren externen Anschluss der integrierten Schaltung 1 zuge- 
ftihrt werden oder die Test funktionen weniger parallel bzw. 
30 nacheinander ausgefiihrt werden, urn die Strombelastung zu re- 
duzieren . 

Da in der Regel die Anzahl zur Verfiigung stehender externer 
Anschlusse einer integrierten Schaltung begrenzt ist, konnen 
35 oftmals keine zusatzlichen, ausschliefilich fur das Durchfiih- 
ren von Testverf ahren zu nutzende Spannungsanschlusse bereit- 
gestellt werden. Das nacheinander erfolgende Ausfuhren von 
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Testfunktionen wurde andererseits die Testzeit erheblich ver- 
1 anger n. 

Daruber hinaus kann es notwendig sein, zum Durchfiihren der 
5 Testfunktionen ein zusatzliches Spannungspotential zur Verfu- 
gung zu stellen, das fur den Normalbetrieb der integrierten 
Schaltung nicht vorgesehen ist. Da iiblicherweise die zur Ver- 
fugung stehenden Anschlusse belegt sind, gibt es keine Mog- 
lichkeit, dieses zusatzliche Spannungspotential in die integ- 
10 rierte Schaltung einzubringen . 

Erf indungsgemaS ist daher der Testanschluss 7 mit einer 
10 Schalteinrichtung 8 verbunden, so dass der Testanschluss 7 

schaltbar mit einer internen Spannungsleitung zur Versorgung 
15 der Schaltkreise mit einer internen Spannung in der Nutz- 
schaltung 2 verbunden werden kann. 

Die Testschaltung 3 weist weiterhin ein Speicherelement 9, 
z.B. in Form eines Latches, auf, das eine Aktivierungsinf or- 
2 0 mat ion speichern kann, sobald die Testschaltung 3 durch das 

Testsignal tiber den Testanschluss 7 aktiviert worden ist. Der 
Ausgang des Speicher elements 9 ist uber eine Steuerleitung 10 
mit der ersten Schalteinrichtung 8 verbunden, so dass die 
erste Schalteinrichtung 8 durch die Aktivierungsinf ormation 
^25 gesteuert ist. Die Steuerleitung 10 ist weiterhin mit einer 
zweiten Schalteinrichtung 18 verbunden, so dass die zweite 
Schalteinrichtung durch die Aktivierungsinf ormation gesteuert 
ist. Ist in dem Speicherelement 9 eine Aktivierungsinf ormati- 
on gespeichert, die angibt, dass die Testfunktion der Test- 
30 schaltung 3 aktiviert worden ist, so schaltet die erste 

Schalteinrichtung 8, so dass der Testanschluss 7 mit dem in- 
ternen Spannungsnetz 11 verbunden ist. 

Bei einem Aktivieren der Testfunktion der Testschaltung 3 
35 kann ebenso die zweite Schalteinrichtung 18 so geschaltet 

werden, dass die interne Spannungsquelle 17 von der internen 
Spannungsleitung getrennt wird, so dass die extern angelegte 
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Spannung an dem Testanschluss 7 nicht zu einem Stromf luss 
durch die interne Spannungsquelle 17 fiihrt. 

Die integrierte Schaltung ist zum Aktivieren der Testfunktion 
5 und Auswerten des Testergebnisses mit einer Testeinrichtung 
12 verbunden. Die Testereinrichtung 12 kann das Testsignal 
uber eine Testleitung 13 an den Testanschluss 7 angelegen. 
Die Testeinrichtung 12 ist so gestaltet, dass zum Starten der 
Testfunktion das Testsignal uber den Testkanal der Testlei- 
10 tung 13 an die integrierte Schaltung 1 angelegt werden kann 
und im Anschluss an das Aktivieren der Testfunktion an den 
^ selben Testkanal eine Strom- bzw. Ver s or gungs spannungsque lie 
jP" 1 14 angeschlossen wird. Die Strom- bzw. Ver sorgungs spannungs- 
quelle 14 ist in der Testeinrichtung 12 einstellbar. 

15 

Das AnschlieEen der Strom- /Spannungsquelle 14 erfolgt vor- 
zugsweise uber einen Schalter 15, der durch die Testeinrich- 
tung 12, bzw. durch ein Steuermodul 16, in der Testeinrich- 
tung 12 gesteuert wird. 

20 

GemaS dem erf indungsgemaSen Verfahren generiert das Steuermo- 
dul 16 zunachst das Testsignal, das uber den Schalter 15 uber 
die Testleitung 13 an den Testanschluss 7 angelegt wird. Dies 
bewirkt, dass in der Testschaltung 3 der integrierten Schal- 

25 tung 1 die Testfunktion gestartet wird und die Aktivierungs- 
•V information in dem Speicherelement 9 gespeichert wird. Da- 

durch wird die erste Schalteinrichtung 8 geschaltet, so dass 
der Testanschluss 7 nun mit der internen Spannungs lei tung 11 
verbunden ist und die interne Spannungsquelle 17 von der in- 

30 ternen Spannungsleitung 11 getrennt wird. 

Im Wesentlichen gleichzeitig oder kurz nach Senden des Test- 
signals steuert das Steuermodul 16 den Schalter 15 an, so 
dass dieser geschaltet wird und nun die Strom-/ Spannungs - 
35 quelle 14 mit der Testleitung 13 verbunden ist, wodurch eine 
Spannung bzw. ein Strom an den Testanschluss 7 angelegt wird. 
Somit kann der internen Spannungsleitung 11 ein zusatzlicher 
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Strom bzw. eine weitere Spannung zur Verfugung gestellt wer- 
den, so dass in der Nutzschaltung 2 Testf unktionen mit hohe- 
rer Parallelitat durchgefuhrt werden konnen, die eine erhohte 
Stromzufuhr benotigen. Auf diese Weise ist es moglich, dass 
5 die Testschaltung 3 parallel mehrere Funktionen gleichzeitig 
in der Nutzschaltung 2 testen kann, ohne dass die Stromlie- 
ferfahigkeit der internen Spannungsquelle 17 uberschritten 
wird. Auch stellt die Moglichkeit des Anlegens einer zusatz- 
lichen Spannung eine Moglichkeit dar, ein wei teres Spannungs- 
10 potential zur Durchfuhrung der Testfunktion den internen 
Schaltungen zur Verfugung zu stellen, ohne einen weiteren 




Testanschluss dafur vorzusehen. 



Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist, dass die extern ange- 
15 legte Spannung sehr genau durch die Testeinrichtung einge- 
stellt werden kann und somit die Testf unktionen bereits mit 
einem jus tier ten Spannungswert durchgefuhrt werden kann. Ins- 
besondere bei einem Testen in einem unzersagten Zustand der 
Halbleiterchips sind die internen Spannungsquellen noch nicht 
20 justiert. Eine Justierung der internen Spannungsquellen wird 
vorzugsweise durch permanente Speicher bzw. durch sogenannte 
Fuses durchgefuhrt, die erst nach Ablauf des Testvorgangs 
programmiert werden, so dass die gewunschte interne Spannung 
durch die interne Spannungsquelle zur Verfugung gestellt 




wird. 



Dadurch, dass beim Testvorgang die interne Spannungsquelle 
durch eine externe Spannungsquelle ersetzt wird, ist es mog- 
lich, die interne Spannung auf der Spannungsleitung sehr ex- 
30 akt auf den gewiinschten Wert einzustellen uns somit den Test- 
vorgang bei einer definierten internen Spannung durchzufuh- 
ren. Dies ermoglicht ein sicheres Uberprufen der Funktionen 
der Nutzschaltung und verhindert, dass das Testen der integ- 
rierten Schaltung zu fehlerhaften Testergebnissen f uhrt . 

35 

Es ist selbstverstandlich, dass der Schalter 15 und/oder die 
Schalteinrichtung 8 auch als Umschalter vorgesehen sein kon- 
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nen, die gleichzeitig oder nach dem Schalten zur Versorgung 
der Testfunktion das Steuermodul 16 und/oder die Testschal- 
tung 3 von der Testleitung trennen. Dies hat den Vorteil, 
dass die Testschaltung 3 nicht von Spannungsschwankungen an 
5 dem Testanschluss beeinflusst werden kann. 

In Figur 2 ist beispielhaft eine Schaltung einer Schaltein- 
richtung 8 gezeigt, mit der Versorgungsspannungen unterhalb 
des in der Nutzschaltung 2 verwendeten Massepotentials ge- 

10 schaltet werden konnen. Dies ist insbesondere deswegen ein 

Problem, da die Schalteinrichtungen in der Regel mithilfe von 
Feldef f ekttransistoren realisiert werden. Liegt an einem An- 

I s schluss eines Feldef fekttransistors ein Versorgungsspannungs- 
potential an, dass unterhalb des Massepotentials bzw. des 

15 niedrigsten in der Schaltung verwendeten Potentials, liegt, 
so lasst sich der betreffende Feldef fekttransistor uber die 
in der integrierten Schaltung zur Verfugung stehenden Span- 
nungen nicht vollstandig abschalten, da das niedrigste zur 
Verfugung stehende Potential in der Regel das Massepotential 

20 ist, und somit eine positive Gate-Source-Spannung besteht. 

In Figur 2 ist eine mogliche erste Schalteinrichtung 8 darge- 
stellt, mit der ein Schalten einer Spannung, die an einen 
Testanschluss 7 angelegt worden ist, durchgefuhrt werden 

25 kann, selbst dann, wenn das Spannungspotential unterhalb des 
internen Massepotentials liegt. Die erste Schalteinrichtung 8 
weist dazu eine Spannungspegelwandlerschaltung 21 auf, die 
mit der Steuerleitung 10 verbunden ist und ein Ansteuersignal 
fur einen Gate-Anschluss eines Schalttransistors 22 zur Ver- 

30 fiigung stellt . 

Die Spannungspegelwandlerschaltung 21 ist ferner mit einem 
ersten hohen Versorgungsspannungspotential VDD, das standard- 
maSig in der integrierten Schaltung bereitgestellt wird, und 
3 5 dem Testanschluss 7 verbunden. Der Schalttransistor 22 ist 

mit einem ersten Anschluss ebenfalls mit dem Testanschluss 7 
und mit einem zweiten Anschluss mit der internen Spannungs- 
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leitung 11, auf die das an dem Testanschluss 7 angelegte 
Spannungspotential angelegt ist, verbunden. 

Liegt an dem Gate-Anschluss des Schalttransistors 22 das hohe 
5 Versorgungsspannungspotential an, so ist der Schalttransistor 
22 durchgeschaltet und das Spannungspotential liber den Test- 
anschluss 7 liegt an der internen Spannungs leitung 11 an. Da- 
mit der Schalttransistor 22 vollstandig sperrt, muss zum 
Sperren an dem Gateanschluss ein Potential anliegen, das ent- 
10 weder gl eich oder kleiner dem an den Testanschluss 7 anlie— 
genden Spannungspotential ist. 

■? Die Spannungspegelwandlerschaltung 21 weist dazu einen ersten 
Inverter 23 auf, dessen Eingang mit dem Ausgang des Speicher- 

15 elements 9 liber die Steuerleitung 10 verbunden ist. Der Aus- 
gang des Inverters 23 ist mit einem Eingang eines zweiten In- 
verters 24 und einem Gate-Anschluss eines ersten p-Kanal- 
Transistors 25 verbunden. Ein Ausgang des zweiten Inverters 
24 ist mit einem Gate-Anschluss eines zweiten p-Kanal- 

20 Transistors 26 verbunden. Erste Anschltisse des ersten p- 

Kanal-Transistors 25 und des zweiten p-Kanal-Transistors 26 
sind mit dem hohen Versorgungsspannungspotential VDD verbun- 
den. 



j25 Ein zweiter Anschluss des ersten p-Kanal-Transistors 25 ist 

mit dem Gate-Anschluss des Schalttransistors 22, einem ersten 
Anschluss eines ersten n-Kanal-Transistors 27 und einem Gate- 
Anschluss eines zweiten n-Kanal-Transistors 28 verbunden. Ein 
zweiter Anschluss des zweiten p-Kanal-Transistors 2 6 ist mit 

30 dem Gate-Anschluss des ersten n-Kanal-Transistors 27 und ei- 
nem ersten Anschluss des zweiten n-Kanal-Transistors 28 ver- 
bunden. Zweite Anschlusse des ersten n-Kanal-Transistors 27 
und des zweiten n-Kanal-Transistors 28 sind mit dem Testan- 
schluss 7 verbunden. Die Substratanschlusse des ersten p- 

35 Kanal-Transistors 25 und des zweiten p-Kanal-Transistors 26 
sind mit dem hohen Versorgungsspannungspotential VDD und die 
Substratanschlusse des ersten n-Kanal-Transistors 27 und des 
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zweiten n-Kanal-Transistors 28 mit dem Steueranschluss 7 ver- 
bunden. Der Substratanschluss des Schalttransistors 22 ist 
ebenfalls mit dem Testanschluss 7 verbunden. 

Auf diese Weise wird ein Spannungspegelwandler 21 geschaffen, 
der abhangig von der Aktivierungsinf ormation den Schalttran- 
sis tor 2 3 off net oder vollstandig sperrt, auch wenn eine ex- 
terne Spannung an dem Testanschluss 7 angeschlossen ist, der 
unterhalb des in der integrierten Schaltung 1 zur Verfugung 
gestellten Massepotentials liegt. 

Die Idee der Erfindung besteht darin, eine Testleitung, uber 
die ein Testbefehl zum Starten eines Testvorgangs in einer 
integrierten Schaltung 1 zur Verfugung gestellt wird, nach 
dem Starten des Testvorgangs zum Bereitstellen einer Span- 
nungs- bzw. Stromversorgung zu nutzen. Die Spannungs- bzw. 
Stromversorgung kann einer seits dazu dienen, eine erhohte 
Stromzufuhr auf einer internen Spannungs lei tung der integ- 
rierte Schaltung 1 zur Verfugung zu stellen, damit Testver- 
fahren fur mehrere Schaltungsteile der Nutzschaltung 2 paral- 
lel durchgefuhrt werden konnen, und andererseits die interne 
Spannung beim Testen exakter als wahrend des Testablaufs 
durch die interne Spannungsquelle 17 generibar bereit zu 
stellen. 
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Patentanspriiche 

1. Integrierte Schaltung (1) mit einer Testschaltung (3) und 
einem Testanschluss, 

wobei die Testschaltung (3) uber ein an dem Testanschluss 

(7) anlegbares Testsignal aktivierbar ist, urn eine Test- 
funktion zu star ten, 

wobei eine Schalteinrichtung (8) vorgesehen ist, urn nach 
dem Aktivieren der Testschaltung (3) uber den Testan- 
schluss (7) den Testanschluss (7) mit einer internen 
Spannungsleitung (11) zu verbinden. 

2. Integrierte Schaltung (1) nach Anspruch 1, wobei die 
Schalteinrichtung (8) vorgesehen ist, urn nach dem Akti- 
vieren der Testschaltung (3) den Testanschluss (7) von 
der Testschaltung (3) zu trennen. 

3. Integrierte Schaltung (1) nach Anspruch 1 oder 2, wobei 
die Testschaltung (3) ein Speicherelement (9) aufweist, 
urn eine Aktivierungsinf ormation abhangig von dem Anlegen 
des Testsignals zu speichern, wobei die Schalteinrichtung 

(8) so mit dem Speicherelement gekoppelt ist, urn die in- 
terne Spannungsleitung (11) nach Anlegen des Testsignals 
mit dem Testanschluss (7) zu verbinden. 

4. Integrierte Schaltung (1) nach Anspruch 1 bis 3, wobei 
die Testschaltung nach Verbinden der integrierten Schal- 
tung (1) mit einer Spannungsversorgung deaktiviert ist. 

5 . Testsystem zum Testen einer integrierten Schaltung nach 
einem der Anspruche 1 bis 4 mit einer Testeinrichtung 
(12), die mit der integrierten Schaltung (1) uber eine 
Testleitung (13) verbunden ist, wobei uber die Testlei- 
tung (13) ein Testsignal an die integrierte Schaltung (1) 
zum Aktivieren der Testschaltung (3) anlegbar ist, wobei 
die Testeinrichtung (12) eine Strom- oder Spannungsquelle 
(14) aufweist, die nach dem Aktivieren der Testschaltung 
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(3) liber die Testleitung (13) an die integrierte Schal- 
tung (1) anlegbar ist. 

6. Verfahren zum Aktivieren einer Testfunktion in einer in- 
tegrierten Schaltung (1), wobei ein Testsignal an einem 
Testanschluss (7) angelegt wird, urn durch das Testsignal 
eine Testfunktion in der integrierten Schaltung (1) zu 
starten, wobei nach dem Anlegen des Testsignals an den 
Testanschluss (7) ein Strom oder eine Spannung angelegt 
wird, urn fur die durch das Testsignal aktivierte Testfunk- 
tion eine Stromversorgung bereitzustellen. 
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Zusammenf assung 

Integrierte Schaltung mit einer Testschaltung 

Die Erfindung betrifft eine integrierte Schaltung mit einer 
Testschaltung und einem Testanschluss , wobei die Testschal- 
tung uber ein an dem Testanschluss anlegbares Testsignal ak- 
tivierbar ist, urn eine Testfunktion zu starten, wobei eine 
Schalteinrichtung vorgesehen ist, urn nach dem Aktivieren der 
Testschaltung den Testanschluss mit einer internen Spannungs- 
leitung zu verbinden, um einen aufgrund der ausgefiihrten 
Testfunktion benotigten Strombedarf zu versorgen. 



Figur 1 
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Bezugszeichenliste 



1 


integrierte Schaltung 


2 


Nutzschaltung 


3 


Testschal tung 


4 


Testleitungen 


5 


Ve r s o r gung s spannung sanschluss 


6 


Dat enanschlus s 


7 


Testanschluss 


8 


erste Schalteinrichtung 


9 


Speicherelement 


10 


Steuer lei tung 


11 


i n t e r n e Spannung s 1 e i tung 


12 


Testeinrichtung 


13 


Testleitung 


14 


Strom- / Spannungs ver sorgung 


15 


Schalter 


16 


Steuermodul 


17 


interne Spannung s qu e 1 1 e 


18 


zweite Schalteinrichtung 


21 


Spannungspegelwandler schaltung 


22 


Schalt transistor 


23 


Erster Inverter 


24 


Zweiter Inverter 


25 


Erster p-Kanal-Transistor 


26 


Zweiter p-Kanal-Transistor 


27 


Erster n-Kanal-Transistor 


28 


Zweiter n-Kanal-Transistor 



